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Передмова

Видання біобібліографічного покажчика присвячено 70-річчю від дня народження завідувача кафедрою мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Заслуженого діяча науки і техніки
України Ю. О. Гордієнка.

     Мета  даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановою  науковою діяльністю Ю. О. Гордієнка, відобразити його праці. До складу покажчика увійшли бібліографічні описи опублікованих і неопублікованих праць, навчальних посібників, монографій, патентів, авторських свідоцтв, дисертацій і авторефератів дисертацій, статей із періодичних видань, депонованих рукописів, матеріалів наукових конференцій і публікацій англійською мовою.

     Література розташована в хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку наукової творчості вченого, у межах року – в алфавіті назв документів. Авторські свідоцтва, патенти та публікації англійською мовою представлені наприкінці списку літератури за кожний рік. Видання доповнене іменним покажчиком.
     Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».
     Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам спеціальностей мікро- і наноелектроніки, електронних приладів, пристроїв та систем, а також фахівцям у галузі освіти.
Шлях наукових досягнень

     Після закінчення радіофізичного факультету Харківського державного університету Юрій Омелянович Гордієнко в 1963 році був прийнятий на посаду асистента кафедри електронних приладів Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАВТ – нині ХНУРЕ). Закінчивши аспірантуру ХІГМАВТа, працював  старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедрами електронних приладів; мікроелектроніки; мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв. 

     Юрій Омелянович – активний поборник усього нового, що існує у світовій науці в області електроніки. Наприкінці 60-х років він став ініціатором становлення на кафедрі електронних приладів і в інституті напрямку напівпровідникової електроніки. З початку 80-х років на кафедрі мікроелектроніки, яку очолив Юрій Омелянович, відбулося активне впровадження в навчальний процес напівпровідникової мікроелектроніки. Зараз на кафедрі мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв, якою завідує Ю. О. Гордієнко, усе впевненіше стверджується наноелектронний напрямок. Відкрито нову спеціальність «Мікро- і наноелектроніка», успішно функціонує лабораторія наноелектроніки й нанотехнологій. 

     Доктор фізико-математичних наук Ю. О. Гордієнко широко відомий в Україні та за її межами, як вчений в області мікрохвильових методів діагностики функціональних матеріалів мікроелектроніки. Він є членом редколегії 4 науково-технічних журналів, автором понад 250 наукових праць, у тому числі 8 підручників і навчальних посібників, 30 патентів і винаходів; керівником 12 науково-дослідних робіт в області нанофізики й нанотехнологій, з яких 3 проводяться за Постановами Кабінету Міністрів України. В 2010 році вийшла друком монографія «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем». 

     Юрієм Омеляновичем створена загальна теорія надвисокочастотної діагностики матеріалів і середовищ, обґрунтовано і розвинуто новий модуляційний метод вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів. В результаті досягнень теоретичного аналізу й експериментальних досліджень запропоновані, розроблені та впроваджені в практику вхідного та міжопераційного контролю в технології мікроелектроніки нові прилади неруйнівного безелектродного контролю. 

     Ним також розроблена загальна теорія мікроапертурних резонаторних зондів для скануючої мікрохвильової мікроскопії напівпровідників. Створюваний на кафедрі МЕЕПП ХНУРЕ перший в Україні  скануючий мікрохвильовий мікроскоп дозволить вирішувати найважливіші завдання сучасних нанотехнологій. 

     З урахуванням необхідності вирішення проблем економіки України Ю.О. Гордієнком розроблена загальна теорія надвисокочастотної вологометрії, що відкриває перспективи створення новітніх приладів експресного контролю вмісту вологи в різноманітних технологічних матеріалах і сільгосппродукції.

     В 2010 році розробки Ю.О. Гордієнка висунуті на здобуття Державної премії України в області науки і техніки.
 

     Заслужений діяч науки й техніки України Ю. О. Гордієнко є членом експертної ради ВАК України, представником МОН України в робочій групі Євразійської співдружності по програмі електронізації, членом експертних комісій МОН України в області приладобудування й матеріалознавства, заступником голови спеціалізованої вченої ради по присвоєнню вченого ступеня доктора наук. В науковій школі, що створив і очолює Ю. О.  Гордієнко, під його безпосереднім керівництвом підготовлено й успішно захищено 16 кандидатських і 4 докторські дисертації. В 1999 р. він нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, а в 2005 році Почесною грамотою Верховної Ради України. За впровадження наукових результатів в освіту та промисловість неодноразово заохочувався керівництвом МОН України, адміністрацією області, міста й університету.

     Видатний вчений Ю. О. Гордієнко є також цікавою людиною й у звичайному житті. Грибник, захоплюється рибалкою. Походи на байдарках по ріках України, Центральної смуги Росії, Середнього й Північного Уралу, Кольського півострова – невід'ємна частина біографії Юрія Омеляновича.

Основні дати життя та діяльності Ю. О. Гордієнка

     Гордієнко Ю. О. народився 31 серпня 1940 року м. Лебедин Сумської області.

     1957 р. – став студентом Харківського державного університету ім. О. М. Горького.

     1962 р. – закінчив університет по спеціальності радіофізика і електроніка.

1963 р. – почав працювати асистентом кафедри електронних приладів            Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики обчислювальної техніки (нині ХНУРЕ).

     1969 р. –  захистив кандидатську дисертацію.

     1983–1996 рр. – очолює кафедру мікроелектроніки.


     1985 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю радіофізика.

     З 1996 р.  – очолює кафедру мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв ХНУРЕ.


     1999 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

     2005 р. – нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед  українським народом».

     2008 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
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